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Nazwa przedmiotu polskim Metody elektronowe badania materialéw
W jezyku angielskim Investigations of materials by electron spectroscopy

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

1.1. Kierunek studiéw Fizyka techniczna
1.2. Forma studiow studia stacjonarne
1.3. Poziom studiow I stopnia, inzynierskie
1.4. Profil studiéw* ogo6lnoakademicki
1.5. Osoba przygotowujaca karte przedmiotu Prof. dr hab. Marek Pajek
1.6. Kontakt pajek@ujk.edu.pl
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
2.1. Jezyk wykladowy polski
2.2. Wymagania wstepne* Podstawy fizyki

3. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

3.1. Forma zajeé wyktad

3.2. Miejsce realizacji zaje¢ zajecia w pomieszczeniach dydaktycznych UJIK

3.3. Forma zaliczenia zaje¢ wyktad - zaliczenie z oceng

3.4. Metody dydaktyczne wyktad, dyskusja, obserwacja, wykorzystywanie technicznych $rodkéw

dydaktycznych, zadania problemowe do rozwigzania, praca z tekstem, praca
w grupach, praca indywidualna

3.5. Wykaz podstawowa P. van der Heide, X-Ray Photoelectron Spectroscopy: An Introduction to
literatury Principles and Practices (Wiley 2012)
S. Hiifner, Photoelectron spectroscopy (Springer, 2003)
uzupelniajaca L.C. Feldman, J.W. Mayer, Fundamentals of surface and thin film
analysis (Elsevier, 1986)

4. CELE, TRESCI I EFEKTY UCZENIA SIE

4.1. Cele przedmiotu (z uwzglednieniem formy zajed)
wyklad:
C1- Poznanie podstawowych spektroskopii elektronowej
C2- Poznanie podstawowych metod badania materialéw metodami spektroskopii elektronowej
C3- Poznanie opisu podstawowych technik badawczych i stosowanej aparatury
C4- Poznanie opisu typowych zastosowan spektroskopii elektronowej

4.2. Tresci programowe (z uwzglednieniem formy zajec)
wyklad:
Oddzialywanie elektronéw z materig
Spektrometry elektronowe
Efekt fotoelektryczny i jego wykorzystanie
Spektroskopia photoelektronow (UPS, XPS, ARPES, AES, BAES, XPD)
Badanie struktury elektronowej metodq fotoemisji
Elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM, SAM)
Rozpraszanie nieelastyczne elektronéw (EELS)
Spinowa polaryzacja elektronéw (SP-XPS)
Badanie adsorpcji na powierzchniach metoda spektroskopii fotoelektronéw

4.3. Przedmiotowe efekty uczenia sie

Odniesienie do
kierunkowych
efektow uczenia
sie

Student, ktory zaliczyl przedmiot

Efekt

w zakresie WIEDZY':

W01 |zna podstawowe wiasnosci oddzialywania elektrondw z materia FIZT1A_W12
FIZT1A_W11
FIZT1A_W15

W02 | zna opis technik spektroskopii elektronowej badania sktadu, struktury i wtasnosci FIZT1A_W12
FIZT1A_W11



mailto:janusz.braziewicz@ujk.edu.pl
http://www.alibris.com/search/books/author/Paul-van-der-Heide

materiatow FIZT1A_W15

W03 | zna opis podstawowej aparatury badawczej stosowanej w spektroskopii elektronowej FIZT1A_W12
FIZT1A_W11

FIZT1A_W15

W04 | zna opis metod analizy i interpretacji wynikow dla wybranych metod z zakresu FIZT1A_W12
spektroskopii elektronowej FIZT1A_W11
FIZT1A_W15

w zakresie UMIEJETNOSCI:

U0l | potrafi dobra¢ metode badawczg z zakresu spektroskopii elektronowej FIZT1A_U04
potrafi opisa¢ zjawiska bedace podstawa metod spektroskopii elektronowej FIZT1A_U13
FIZT1A_U16

FIZT1A_U17

U02 | potrafi analizowac i interpretowac¢ wyniki badan materiatdow metodami spektroskopii FIZT1A_U04
elektronowej FIZT1A_U13
FIZT1A_U16

FIZT1A_U17

w zakresie KOMPETENCJI SPOLECZNYCH:

K01 | Rozumie znaczenie spektroskopii elektronowej w badaniach materialow i rozwoju FIZT1A_KO1
nowych technologii FIZT1A_KO02
FIZT1A_KO03

4.4. Sposoby weryfikacji osiagniecia przedmiotowych efektow uczenia si¢

Sposob weryfikacji (+/-)
Inne
_ N (jakie?)*
Efekt Egzamin +| Kolokwium* Projekt* Aktywnos¢ Praca Praca * np. test -
<ty ustny/pisemny na zajeciach* wiasna* wgrupie stosowany w
przedmiotowe I rniny
(symbol) —
Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajeé Forma zajgé Forma zaje¢
Wi C Wi C Wi C Wi C Wi C WicC Wi C
W01 + +
W02 P i P i P i P
W03 + +
WO4 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1
uo1 + +
uo2 + +
K01 +

*niepotrzebne usungé

4.5. Kryteria oceny stopnia osiagniecia efektéw uczenia si¢

cm:‘;r;éa Ocena Kryterium oceny

3 osiggniecie <50 - 60)% wymogdw stosowanych w metodach oceny
E = E’ 3,5 | osiagniecie <60 - 70)% wymogdw stosowanych w metodach oceny
T2E 4 osiggniecie <70 - 80)% wymogdw stosowanych w metodach oceny
:i g § 4,5 | osiggniecie <80 - 90)% wymogoéw stosowanych w metodach oceny
5@ 5 osiggnigcie <90 - 100>% wymogow stosowanych w metodach oceny
= 3 osiagnigcie <50 - 60)% wymogow stosowanych w metodach oceny
% = E’ 3,5 | osiagniecie <60 - 70)% wymogdw stosowanych w metodach oceny
G ? g 4 osiggniecie <70 - 80)% wymogdw stosowanych w metodach oceny
< %z 4,5 | osiggnigcie <80 - 90)% wymogow stosowanych w metodach oceny
E 5 osiggnigcie <90 - 100>% wymogow stosowanych w metodach oceny

5. BILANS PUNKTOW ECTS — NAKEAD PRACY STUDENTA
Obcigzenie studenta
Kategoria Studia Studia
stacjonarne | niestacjonarne
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOSREDNIM UDZIALE 30

NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/




Udzial w wykladach* 30
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 20
Przygotowanie do wyktadu™ 10
Przygotowanie do kolokwium* 10
LACZNA LICZBA GODZIN 50
PUNKTY ECTS za przedmiot 2

*niepotrzebne usung¢

Przyjmuje do realizacji (dataiczytelne podpisy oséb prowadzqcych przedmiot w danym roku akademickim)




